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【序論】半導体レーザの自己光混合は移動物体で散乱された光をレーザに戻し共振器

内で光混合を起こす手法であり、簡単な構成でドップラー計測を行うことができる。

しかし、戻り光が共振器内部に直接入り込むため光源の発振周波数や強度が変化し、

通常の干渉計型に比べ複雑な挙動を示す。自己光混合によるドップラー計測につい

て検討し通常の干渉計型との違いを検討したので報告する。 
 

【実験】波長 650nm の LD を用い、戻り光による光強

度変化を内蔵 PDにより測定した。レーザ光は回転

円板上に集光されて散乱光の一部がレーザに戻り、

レーザ内部の光と干渉する。散乱光は円板の回転

によりドップラーシフトを受けているため、干渉

でビート信号が検出される。LDと円板間のアッテ

ネータの透過率で戻り光量を、レーザの注入電流で

レーザ光強度をそれぞれ変化させて、ビート信号

の強度変化を観測した。 
 

【結果】図 2に、ビート信号強度の戻り光量依存性を

示す。光路中のアッテネータで戻り光量信号強度

は低透過率では比例に増加するが、戻り光量が強

い所では飽和する傾向が見られる。挿入図のよう

にビート波形は低透過率（20%）では正弦波状で

あるが、高透過率（70%）ではのこぎり波状に歪ん

だ波形となる。特に、波長の立下り部分が急峻に

なっており、発振モード変化による不連続な強度

変化が生じていると思われる。図 3に、ビート信

号強度のレーザ出力依存性を示した。通常の干渉

計型では信号強度はレーザ出力に比例するが、図 3

では信号強度はほぼ一定の値を保っている。信号

波形もほぼ一定であり、自己光混合では、レーザ

光強度の変化が信号にはほとんど影響を与えてい

ないことがわかる。 
 

【考察】自己光混合によるビート信号は光強度等に対する依存性が通常の干渉計とは

異なり、測定に用いる場合これら性質を考慮した条件設定が必要である。これらの

性質は散乱光とレーザ光間の単純な干渉現象として説明することは困難であり、散

乱光を含めた複合共振器レーザモデルでの解析が必要と考えられる。 

Fig.1 Experimental set up 

Fig.2 Dependence on feedback intensity 

Fig.3 Dependence on laser power 
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